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Магнитная доменная структура является  индивидуальной характеристикой магнитного материала и позволяет получить информацию о его локальных магнитных свойствах, что является практически важной задачей при анализе гетерофазных и поликристаллических образцов [1, 2].

Целью данной работы являлось исследование влияния размагничивающего поля на  конфигурацию доменной структуры (ДС) на краю и в центре поверхности монокристаллического образца соединения SmCo5.
В качестве объекта исследования был выбран данный образец, т.к. это соединение характеризуется магнитокристаллической анизотропией типа «лёгкая ось» при комнатной температуре и является высокоанизотропным (поле анизотропии HA ( 400 кЭ, намагниченность насыщения 4(Is ( 10 кГс). 
После механических обработок образец представлял собой одно зерно сплава сферической формы, на основе которого изготавливался шлиф. Эксперимент проводился при комнатной температуре с помощью комплекса, разработанного на базе металлографического микроскопа Neophot-30, позволяющего в автоматического режиме управлять величиной магнитного поля (до 15 кЭ), создаваемого электромагнитом, и регистрировать изображения ДС[3]. Направление внешнего магнитного поля совпадало с осью легкого намагничивания (ОЛН) образца. Трансформации доменной структуры во внешнем магнитном поле, направленном перпендикулярно плоскости наблюдения фиксировались с помощью цифровой камеры Levenhuk M800 PLUS. На рисунке 1 представлены изображения доменной структуры соединения SmCo5 при напряженности внешнего магнитного поля H = 8,6 кЭ на краю и в центре поверхности шлифа.
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Рис.1. Микрофотографии конфигурации ДС соединения SmCo5 при напряженности магнитного поля H = 8,6кЭ: А) на краю, Б) в центре исследуемой базисной поверхности. На вставках показаны микрофотографии ДС в отсутствие внешнего магнитного поля. 

Из рисунка 1 видно, что процесс намагничивания на данных участках протекает по-разному [4]. При данном значении напряженности внешнего магнитного поля на краю поверхности исследуемого образца доменная структура отсутствует, что свидетельствует о состоянии магнитного насыщения этого локального участка. 

Для объяснения различия магнитного поведения на исследованных участках поверхности SmCo5, было проведено моделирование в COMSOL намагниченного вдоль оси z образца в форме реального объекта (диска). На рисунке 2 изображены результаты расчёта распределения размагничивающего поля вблизи поверхности образца.  
[image: image2.jpg]2
1
0
-1
-2

-
=

\\\Q





Рис.2. Результаты моделирования в COMSOL составляющей Hz размагничивающего поля для сечения образца SmCo5 в намагниченном состоянии.
Поле, при котором образец достигает магнитного насыщения, зависит: от размагничивающего поля, пропорционального размагничивающему фактору и направленного против внешнего поля и дополнительного поля, связанного с работой магнитного поля по переводу образца в однодоменное состояние. Из рисунка 2 видно, что вблизи края поверхности величина размагничивающего поля меньше, чем в центре, что, соответственно, приводит к меньшему значению локального поля насыщения.
 Таким образом, размагничивающее поле образца оказывает непосредственное влияние на процесс намагничивания: изменение конфигурации доменной структуры локальных участков поверхности исследуемого объекта.
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